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Рентгеновская компьютерная томография (КТ) является одним из 

эффективных методов оценки внутренней структуры объектов контроля 

(ОК) [1, 2].Артефактами в КТ называются значимые систематические 

отклонения пространственных распределений оценок плотности и (или) 

эффективного атомного номера материала ОК [1–3].Повышение 

интереса к исследованию артефактов обусловлено превращением КТ из 

средств визуализации внутренней структуры в средства измерений 

[4].Причиной появления артефактов в КТ являются рассеяние, фон, 

немоноэнергетичность, непрозрачность части ОК, послесвечение и т.п. 

[1–3]: Натурное моделирование отмеченных факторов и исследование 

соответствующих артефактов затруднено либо нереализуемо, что 

приводит к необходимости разработки алгоритмов имитационного 

моделирования и проведения вычислительных экспериментов [5]. 

В работе приведён алгоритм моделирования и оценки артефактов 

рассеяния, немоноэнергетичности и ограниченной прозрачности 

применительно к объектам с осевой симметрией. 
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